
透過型電子顕微鏡 JEM-2100PLUS 超高分解能構成

担当者： 井上真隆（特任研究員）
tem_aimr-nishiharalab@grp.tohoku.ac.jp

解像度  0.194 nm （粒子）
  0.14 nm （格子）

加速電圧 200 kV

まで お気軽にご相談ください。

初回講習・依頼測定は

【主要スペック】

【付属】 試料ホルダ 及び 装着器具類
予備排気装置

※ 利用開始時には、初回講習の受講が
必須です。

※ 依頼測定についても随時
受け付けております。

利用申請・ご予約は （リンク）よりお手続きください。

【場所】 片平キャンパス 東2号館 １F

https://share.cfc.tohoku.ac.jp/share/equipment/detail/1/971
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